PLORAYTION

Synchrotron imaging: Desde el analisis 3D de implantes y huesos hasta la evaluacion basada
en la fluorescencia de rayos X de la exposicion a nanoparticulas relacionadas con implantes
(acortada)

Berlin, 14.04.2020

Javier J. Gerber, “asistente de inovacion” - Xploraytion
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PLORAYTION LAS PARTICULAS CARGADAS EMITEN RADIACION CUANDO SE ACELERAN
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PLORAYTION UN SINCROTRON EN POCAS PALABRAS...

Un sinchrotron en pocas palabras...

1 fotdn/ area 100 000 000 000 000 fotones/ area

==
Fuente convencional (tubo de rayos X): Sinchrotron:
= Radiacién incoherente (y policromatica) = Radiacién coherente (y monocromatica)
= Geometria cdnica = Geometria de la radiacion paralela
" Flujo de fotdnes limitado = Flujo de fotdnes alto = tomografia rapida
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PLORAYTION

XPLORAYTION
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Aca d em | a synchrotron-based analytics

X-ray nano-analysis and scientific consultin conducting data treatment and analysis

Synchrotron research facility

Fundada 2017, actualmente 5 personas (4 con grado academico post-doctorado).
Mercado: bio-materiales (implantes, huesos), fabricacion aditiva (impresion 3D), farmacéuticas (pastillas)

- Te apoyamos para que tengas acceso a las fuentes de sincrotrdn, ya sea por medio de
subvenciones o acceso pagado.

- Realizamos mediciones/experimentos.

- Nos encargamos del procesamiento de datosy de la presentacion de informes.
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&opmm ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X

Espectroscopia de fluorescencia de rayos X
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PLORAYTION INVESTIGACION DE NANOPARTICULAS

160 000 implantes al ano en
Alemania. Ademas de 26000
implantes revisados en el mismo
periodo de tiempo.

La rotura del implante puede causar:
- fallo en el rendimiento de los
huesos/fractura
- La intoxicacion por exposicion
de particulas (Co/Cr)

= (Cartografia multielemental de alta
resolucion

= @50 nm resolucion

= Nueva regulaciéon de dispositivos médicos
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&opmm ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X

1. Mejor estimacion de los riesgos provenientes los materiales
utilizados para implantes en condiciones reales.

2. Evaluar la respuesta de los tejidos locales.

3. Respuesta sistémica.
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&OPAYT'ON TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA

Tomografia computerizada
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PLORAYTION IMPLANTES DEGRADABLES

- Motivacion: una sola
operacion (fijacion de
fractura)

- Tornillo de magnesio (3 mm)

- presentado a la FDA (Food
and Drug Administration)
para su aprobacion

- 5 minvs. 100 min.
- relacion senal-ruido alta

sinchrotro
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PLORAYTION

Tomografia computerizada en la fabricacion aditiva (AM)
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PLORAYTION

CARACTERIZACION DE MATERIALES

High-resolution synchrotron-based HCT
@0.64 um voxel size
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PLORAYTION

APLICACIONES PARA PRUEBAS METALICAS DE FABRICACION ADITIVA

le fr .
ioi;x::,f:f w‘I.’E SIEMENS L ST

Muestra de metal poroso fabricado
por fabricaciéon aditiva (AM) para
demostrar las posibilidades del la
tomografia computarizada mediante
radiacion de sincrotrén y la
segmentacioén de las particulas del
material base encerradas
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PLORAYTION

CT Scan-based Finite element modeling
As a first approximation, we built a linear elastic finite element
model of a sample of a porous material

Volume:
0.8 Mmx 0.8 mmx 1.4 mm

Main aim: Geometrical
fidelity at micron scales

MODELADO DE ELEMENTOS FINITOS

Stress concentrations as indicators of mechanical failure
Linear elastic FEM of an aluminum alloy:

Applied displacement Undeformed

Deformed
under
compression

S, Mises
(Avg. 75%)

max.

Results

[ min.
Von Mises stress

fixed boundary
distribution

v conditions | -
X 4& N ' within the sample
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&opmm TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA SINCROTRON

= Muy alto rendimiento de pruebas (cientos de pruebas al dia)

= Alta sensibilidad (minimas diferencias en materiales de baja absorcion)
= Alta resolucion (de 10 um a 50 nm de tamaio de vixeles 3D)

" |magenes 3D con resolucion temporal (#4D)

= Condiciones in situ
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Q—;Avnorx iVAMOS A FORMAR UN EQUIPO!

| N d ustr & access to preparation of beamtime proposals
y . highly advanced laboratory and p LO P AY T I O N carrying out measurements
Aca d emila synchrotron-based analytics X-ray nano-analysis and scientific consulting conducting data treatment and analysis

Synchrotron research facility

¢ Quieres explotar el analisis de sincrotron para tus
pruebas?

Bernhard Hesse: hesse@xploraytion.com
Javier J. Gerber: gerber@xploraytion.com (spanish)
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